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Prerequisits
Grau o enginyeries en els ambits dels materials, la fisica, la quimica o la biologia.

Aquest modul presenta poc solapament (30-35% aproximadament) amb el grau en Nanociéncia i
Nanotecnologia de la UAB i per tant és adequat per a aquesta titulacio.

Objectius

Aquest modul cobreix una part significativa de les principals técniques de caracteritzacié de materials i
nanomaterials, sense pretendre cobrir la totalitat de les técniques que s'utilitzen actualment. La majoria d'elles
estan disponibles a les nostres instal-lacions de recerca (Esfera UAB-CEI), en les quals s'hi han previst
diversos experiments i exemples practics com una part fonamental del curs.

Les técniques de microscopia de sonda local i les espectroscopies d'absorcié de raigs X, no incloses en
aquest modul, es tracten en els moduls "Microscopies de Sonda Local" i "Espectroscopies amb Radiacié
Sincrotré", respectivament.



Competencies

® Dominar la terminologia cientifica i desenvolupar I'habilitat d'argumentar els resultats de la recerca en el
context de la produccio cientifica, per comprendre i interactuar eficagment amb altres professionals.

® |dentificar les técniques de caracteritzacié i analisi propies de la nanotecnologia i conéixer-ne els
fonaments, dins de |?especialitat propia.

® Que els estudiants sapiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolucié de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva area d'estudi.

® Que els estudiants sapiguin comunicar les seves conclusions, aixi com els coneixements i les raons
ultimes que les fonamenten, a publics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambiguitats

® Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autonom a autodirigit

Resultats d'aprenentatge

1. Descriure el proceés fisic fonamental que es troba a la base de les espectroscopies vibracionals,

d'emissié de RX, de fotoelectrons..

2. Descriure I'estructura de la matéria cristal-lina i les bases de la difraccio de raigs X.

3. Descriure les bases de la microscopia electronica, la formacié d'imatge i les técniques

espectroscopiques associades.

4. Determinar la fase cristal-lina del material en diferents morfologies: pols, capa, heteroestructura,

particula, nanotub, etc.

5. Dominar la terminologia cientifica i desenvolupar I'habilitat d'argumentar els resultats de la recerca en el

context de la produccio cientifica, per comprendre i interactuar eficagment amb altres professionals.

6. Escollir la técnica més adequada per a la caracteritzacié quimica i composicional: en bulk, en capa

prima, superficial i intercapa.

Escollir les teécniques per identificar la funcionalitat de superficies

Identificar les técniques per establir el rang de mides de particules del material i I'area superficial

Interpretar els resultats de les técniques més rellevants.

Que els estudiants sapiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resoluci6 de

problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)

relacionats amb la seva area d'estudi.

11. Que els estudiants sapiguin comunicar les seves conclusions, aixi com els coneixements i les raons
ultimes que les fonamenten, a publics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambiguitats

12. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autonom a autodirigit
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Continguts
Tema I. Estructura dels materials i difraccié de raigs X

Fonaments de cristal-lografia i difraccio de raigs X. Métodes experimentals de difraccié per a la caracteritzacid
de l'estructura dels materials i nanomaterials.

Tema Il. Caracteritzacié estructural de materials. Microscopia

Microscopia electronica, microscopia electronica de escaneig i microscopia electronica de transmissio.

Tema lll. Altres técniques de caracteritzacio

[lIA) Técniques d'analisi térmica. Analisi Termogravimetrica (TGA) i Calorimetria Diferencial de Rastreig (DSC)

I1IB) Técniques espectroscopiques. Espectroscopia de ressonancia magneética nuclear, espectroscopies
vibracionals i espectroscopia Moéssbauer.



S'han previst varies sessions practiques de laboratori que cobriran diferents aspectes de cada un dels temes

Metodologia
Classes de teoria per a proporcionar els fonaments dels principals temes del modul
Sessions de practiques que es desenvoluparan preferentment en diferents serveis de I'Esfera UAB-CEI:
® Caracteritzacio de capes primes per difraccié de raigs X i microscopia electronica (FESEM i EDX)
® Caracteritzacio de nanoparticules per TEM, HRTEM, EDX, difraccié d'electrons i difraccié de raigs X

® Experiments d'analisi térmica

Entrega d'exercicis sobre els temes de les classes i que poden incloure I'Us de programes informatics
especialitzats

Informes de les practiques

Tutories per a supervisar les diferents activitats docents del modul

Activitats formatives

Titol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Lectures 29 1,16 1,2,3,6

Sessions Practiques 12 0,48 4,6,7,8,9,10

Tipus: Autdonomes

Entregues 35 1,4 5, 11
Treball autonom 72 2,88 12
Avaluacio

El comportament i 'actitud durant les sessions practiques sera tinguda en compte en I'avaluacié del modul.

La qualificaci6 final es ponderara de la seglient manera:

Activitats d'avaluacio

Titol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Entregues 30-50% 0 0 5,9, 11,12

Examen 20-40% 2 0,08 1,2,3,5,9

Sessions practiques 30-40% 0 0 4,6,7,8,9,10
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